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Thin-film coatings based on Mg-Al spinel possess high thermal, chemical and radiation 

durability. Thus, they make it perspective for nano- and optoelectronic applications, where 

those factors are critical. 

 

Тонкопленочные материалы на основе магний-алюминиевой шпинели 

MgAl2O4 обладают структурой, характеризующейся высокой изоморфной ёмко-

стью и способностью к инверсному распределению катионов по позициям [1, 2], 

что позволяет целенаправленно влиять на ее оптоэлектронные свойства. Целью 

настоящей работы является изучение структуры и динамики решетки тонких пле-

нок MgAl2O4, синтезированных на кристаллических и стеклообразных подлож-

ках.  

Исследованы покрытия толщиной 0.055 - 2 мкм, полученные методами высо-

котемпературного испарения концентрированным солнечным излучением спрес-

сованного из нанопорошка MgAl2O4 компакта в Большой Солнечной печи НПО 

"Физика-Солнце" АН РУз. Конденсация испаренного вещества выполнялась на 

подложках из кристаллического Al2O3 и стеклообразного SiO2. В качестве образ-

цов сравнения использованы синтетическая нанокерамика и монокристаллы при-

родной шпинели. Исследования выполнены на рентгеновском дифрактометре 

XRD 7000 (Shimadzu) и спектрометре комбинационного рассеяния света (КРС) 

LabRam HR 800 Evolution (Horiba), оснащенном конфокальным микроскопом 
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Olympus, Ar (488 и 514 нм), He-Ne (633 нм) лазерами и термоприставкой Linkam 

THMS 600.  

Отработана методика разделения сигналов КРС (и/или сопутствующей лю-

минесценции) пленки и подложки на основе послойных измерений спектров при 

диаметре конфокального отверстия 20-50 мкм с шагом сканирования по глубине 

0.1-0.5 мкм (Рис.1). Проанализированы спектры тонкопленочного покрытия 

MgAl2O4 в зависимости от материала подложки (Al2O3, SiO2) и толщины пленки. 

Исследованы динамика решетки и термическая стабильность покрытий в диапа-

зоне температур 77 - 870 К.  

 

 
Рис. 1. 3D-массив спектров КРС, полученный при послойных измерениях системы 

пленка Mg-Al шпинели (толщина 2 мкм) - подложка из оксида кремния. Спектры нор-

мированы на интенсивность линии D1 кварцевого стекла при 487 обратных сантимет-

рах 
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